КУРС

Современные методы структурного анализа в материаловедении

Вопросы для короткого ответа
1. Сфера Эвальда.

2. Необходимое и достаточное условие возникновения дифракционного максимума.

3. Типы твердых растворов.

4. Влияние внутренних напряжений на вид рентгенограммы.

5. Край поглощения.

6. Порог возбуждения рентгеновских лучей.

7. Дифракционная длина микроскопа.

8. Метод гомологических пар.

9. Типы изображения в электронном микроскопе.

10. Виды рассеяния, используемые в нейтронографии.

11. Разрешенные отражения для ГЦК решетки.

12. Разрешенные отражения для ОЦК решетки.

13. Периоды идентичности соотносятся как 1:
[image: image1.wmf]2

:
[image: image2.wmf]3

. Определить тип решетки.
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